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Zum Thema / Dozenten

Die meisten Materialeigenschaften, z.B. mechanische und magnetische Eigen-
schaften, sind anisotrop, d.h. ihre KenngréBen hdangen von der kristallographisch-
en Richtung im Einkristall ab. Deshalb verhalten sich polykristalline Aggregate
auch anisotrop, wenn die Orientierungsverteilung der Kristallite, die sog. Textur,
nicht regellos ist. Die GroBe der Anisotropie hangt von Typ und Stérke der Textur
ab.

Polykristalline Materialien werden in technologischen Prozessen hergestellt bzw.
bearbeitet, z.B. Walzen von Metallblechen. Diese Prozesse kénnen zu einer
Veranderung der Orientierungsverteilung der Kristallite fihren. Deshalb ist die
Bestimmung und Interpretation der Textur von fundamentaler Bedeutung fir
Materialwissenschaftler und Ingenieure. Fur die Materialtechnologie geben
Analysen der Texturanderung nach thermo-mechanischer Behandlung wertvolle
Informationen Uber die ablaufenden Festkorperprozesse, wie Kristallisation,
plastische Verformung, Rekristallisation, Kornwachstum und Phasentransfor-
mationen sowie tber deren Einfluss auf die Anisotropie der physikalischen
Eigenschaften.

Gegenwartig gibt es eine ganze Reihe von Techniken, um Texturen von Materialien
zu analysieren. Diese umfassen die gut etablierten Methoden der Réntgen- und
Neutronenbeugung, die die Bestimmung der Globaltextur ohne Bezug zum Ort
individueller Kérner in der Probe (Makrotextur) erméglichen und moderne
Methoden, die die Messung individueller Orientierungen (Mikrotextur) im Raster-
oder Transmissionselektronenmikroskop in direktem Bezug zur Mikrostruktur
erlauben. Die letzteren Methoden, insbesondere die Beugung mit rtickgestreuten

Elektronen im Rasterelektronenmikroskop (electron backscatter diffraction, EBSD),

gestatten die automatische Orientierungsmessung gewisser Bereiche der Mikro-
strukur (Orientierungskarten), die Informationen tber die Korn- und Phasen-
grenzen (Mesotextur) liefern.

In der Fortbildungsveranstaltung wird ein Uberblick tiber den aktuellen Stand der
Texturforschung aus wissenschaftlicher und technologischer Sicht gegeben. Die
Veranstaltung wendet sich daher gleichermaBen an Wissenschaftler wie Ingenieu-
re, die in der Forschung und Entwicklung, in der industriellen Fertigung sowie der
Prozess- und Qualitatskontrolle tatig sind.

Das Fortbildungsseminar steht unter der fachlichen Leitung von
Prof. Dr. Werner Skrotzki, Technische Universitat Dresden.

Weitere Dozenten sind:

Prof. Dr. Heinz-Gilinter Brokmeier, Helmholtz-Zentrum Geesthacht

PD Dr. Volker Mohles, Dr.-Ing. Talal Al-Samman, RWTH Aachen
Dipl.-Phys. Paul Chekhonin, Dipl.-Phys. Rolf Schaarschuch, Dipl.-Phys.
Christine Tréankner, Dr. Carl-Georg Oertel, Technische Universitat Dresden

Teilnehmerhinweise

Die Fortbildungsveranstaltung findet am Institut fir Strukturphysik der Tech-
nischen Universitat Dresden, Zellescher Weg 16, 01062 Dresden, statt.

Da der Teilnehmerkreis der Fortbildungsveranstaltung auf 24 Teilnehmer begrenzt
ist, erfolgt die Registrierung nach dem Eingangsdatum der Anmeldung. Die
Teilnahmegebuhr bitten wir erst nach Erhalt der Bestatigung unter Angabe des
Namens des Teilnehmers und der kompletten Rechnungsnummer auf eines der
DGM-Konten zu Uberweisen.

Teilnahmegebiihr fiir DGM-Mitglieder: 1.150 EUR inkl. MwsSt.
Personliche DGM-Mitglieder bzw. ein Mitarbeiter eines DGM-Mitgliedsinstitutes
/ DGM-Mitgliedsunternehmens.

DGM-Nachwuchsmitglied (<30 Jahre)*: 575 EUR inkl. MwsSt.

Teilnahmegebiihr: 1.250 EUR inkl. Mwst.

Nachwuchsteilnehmer (<30 Jahre)*: 750 EUR inkl. MwsSt.

* Nachwuchsplétze werden nur vergeben, wenn die Veranstaltung nicht voll ausgelastet ist. Spéates-
tens drei Wochen vor Veranstaltungsbeginn erhalten die angemeldeten Nachwuchsteilnehmer
eine Mitteilung, ob die Teilnahme mdéglich ist. Bei groBer Nachfrage wird bei der Platzvergabe
das DGM-Nachwuchsmitglied bevorzugt.

In der Teilnahmegebiihr sind enthalten:
e Seminarunterlagen

e Pausengetranke

* Mittagessen*

e ein gemeinsames Abendessen*

(* Alle Preise verstehen sich inkl. 19% MwSt.)

Teilnahmebedingungen:

Mit der Anmeldung werden die nachfolgenden Teilnahmebedingungen verbindlich anerkannt. Ab-
meldungen mussen schriftlich erfolgen. Bei Rucktritt bis 30 Tage vor Veranstaltungsbeginn betragt die
Bearbeitungsgebuhr pauschal 100 EUR. Danach betragt die Stornierungsgebthr 50% der Teilnahme-
gebuhr. Die Stornierung muss 10 Tage vor Veranstaltungsbeginn vorliegen, anderenfalls ist die volle
Teilnahmegebiihr zu zahlen. In diesem Fall senden wir die Veranstaltungsunterlagen auf Wunsch zu.
Es ist moglich, nach Absprache einen Ersatzteilnehmer zu benennen. Muss eine Veranstaltung aus
unvorhersehbaren Griinden abgesagt werden, erfolgt eine sofortige Benachrichtigung. In diesem Fall
besteht nur die Verpflichtung zur Rickerstattung der bereits gezahlten Teilnahmegebduhr. In Ausnah-
mefallen behalten wir uns den Wechsel von Referenten und/oder Anderungen im Programmablauf
vor. In jedem Fall beschrankt sich die Haftung der Deutschen Gesellschaft fir Materialkunde e.V.
ausschlieBlich auf die Teilnahmegebuhr.
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Montag

23. Februar 2015

10:00

11:00

11:30

12:30

14:00

15:00

15:30

17:00

19:00

W. Skrotzki
Einfiihrung

H.-G. Brokmeier
Texturanalyse

Kaffeepause

C.-G. Oertel
Lokaltexturanalyse mittels Rontgenbeugung

Mittagspause

P. Chekhonin
EBSD

Kaffeepause
Praktikum (in 2 Gruppen)

R. Schaarschuch
Rontgentextur-Vorfuhrung

C. Trankner
EBSD-Vorfuhrung

Ende des ersten Veranstaltungstages

Gemeinsames Abendessen

Dienstag

24. Februar 2015

9:00

10:00

11:00

11:30

12:30

14:00

15:00

15:30

17:00

H.-G. Brokmeier

Texturmessung mittels Neutronen- und

Synchrotronstrahlung

W. Skrotzki
Texturen in Materialien

Kaffeepause

T. Al-Samman

Texturen in hexagonalen Materialien

und Anisotropie
Mittagspause

V. Mohles
Textursimulationen

Kaffeepause
Praktikum (in 2 Gruppen)

R. Schaarschuch
Rontgentextur-Vorfuhrung

C. Trankner
EBSD-Vorfuihrung

Ende der Veranstaltung

Programm 2015

26.-27.02.

01.-06.03.

05.-06.03.

16.-17.03.

17.-20.03.

18.-19.03.

18.-20.03.

23.-25.03.

24.03.

26.-27.03.

21.-22.04.

22.-23.04.

28.-29.04.

29.-30.04.

12.-13.05.

08.-09.06.

24.-26.06.

24.-25.06.

Schadensanalyse von Dichtungen aus Elastomeren und
Thermoplastischen Elastomeren (TPEs)

Systematische Beurteilung technischer Schadensfélle
Simulationsbasierte Werkstoffentwicklung
Loten - Grundlagen und Anwendungen

Einfiihrung in die Metallkunde fiir
Ingenieure und Techniker

Titan und Titanlegierungen
Bruchmechanische Berechnungsmethoden

Entstehung, Ermittlung und Bewertung
von Eigenspannungen

Schadensuntersuchungen an Aluminium-Bauteilen
Metallpulver: Erzeugen - Charakterisieren - Anwenden
Moderne Werkstoffe spanend bearbeiten

Einfiihrung in die Kunststofftechnik

Superlegierungen - Kriechen und Oxidation
VerschleiB- und Korrosionsschutzschichten

Tribologie

Aufbau und Organisation von Entwicklungsprojekten
Praxis der Bruch- und Oberflachenpriifung

Riihrreib- und UltraschallschweiBverfahren

Anmeldung

Textur — Grundlagen,

Analyse und Interpretation

[ ] DGM-Mitglied

Mitgliedsnummer

Titel - Vorname - Name (wie auf Zertifikat)

[T Nachwuchsplatz
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Geburtstag

- Institut

Abteilung -

Telefon - Telefax

StraBe

Bitte einscannen und per

E-Mail senden an:

fortbildung@dgm.de

Email

PLZ/Ort/Land

Oder per Fax senden an:
+49 (0)69 75306 733

Datum, Unterschrift



